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Zpliseb monitorovani spociva v tom, Ze se na mnoZinu poloh
na povlaku nasméruje mnohobarevné svitlo a méii se
intenzita svétla odrazeného od povlaku, pFiems se v kazdé
poloze na povlaku méfi intenzita odraZeného svétla alespoii na
dvou diskrétnich vinovych délkach a tato méfeni se
zpracovavaji na elektricky signal, ktery se srovnéva s jednou
nebo nékolika prahovymi hodnotami a s elektrickymi signaly
ziskanymi pro jiné polohy k ziskani (dajd o tom, zda tloudtka
poviaku je v pfedem urdenych mezich. Zatizeni k providéni
tohoto zpiisobu obsahuje zdroj svétla (16) pro smérovani
mnohobarevneho svétla na fadu poloh povlaku, lingdmi CCD
kameru (20) pro méfeni intenzity odraZeného svitla a
mikroprocesor (24) pro zpracovani vysledkil méfeni.
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Zplisob monitorovéni tloudtky a rovnom&rnosti tloudtky
prihledného povlaku a za¥izeni k provadé&ni tohoto zpisobu.

Oblast techniky

Vynalez se tykd zplsobu monitorovani tloudtky a
rovnomérnosti tlousStky pruhledného povlaku naneseného na
podklad ve formé& vrstvy a zafizeni k provadéni tohoto
zpusobu.

Dosavadni stav techniky

Regulace tloudtky a indexu lomu povlakil nanaSenych na
sklenéné tabule, zejména na Cerstvé tvarované pasy skla, je
dileZité. V oboru je dobfe znamé nanadeni Jjednoho nebo
nékolika povlakd na sklen&né tabule v ramci &etnych
aplikaci. Tyto povlaky jsou obvykle tenké, napfiklad tendi
neZ 100 nanometrd a mé&Feni povlakd takové tloustky Je
obtiZné, zejména, kdy Je Zadouci provést tato mé¥eni
rychle, plynule a na velkych plochidch skla a zjistovat
zmény tloustky povlaku v podélném i p¥idném sm&ru pasu skla
nebe sklené&nych tabuli. Tloustka té&chto povlakl pfedstavuie
dileZity parametr p#i vyrob& kvalitniho zasklivaciho
materialu. Fyzikalni a zejména optické vlastnosti
zasklenych ploch totiZ vyrazné zavisi na uvedené tlouitce
povlaku. Geometrickéd tloustka povlaku a jeho index lomu
hraji  vyznamnou roli, pokud  jde o interferenéni
charakteristiky uvedenych past nebo tabuli opat¥enych
uvedenym povlakem. Zjisti-1li se, %e nam&¥end tloudtka
povlaku je mimo pf¥ijatelné meze, stavaji se z tabuli skla,
jejichZz povlak je jiZ nanesen, zmetky ur&ené do odpadu. To




pfedstavuje o to vé&t3i problém v pripad¥, Ze tabule 3iz
byly mezitim opatfeny dal3imi povlaky nebo byly zasazeny do
zasklivacich paneld.

Je tedy Zadouci zjistit tloudtku a rovnomérnost této
tlouStky povlaku pokud mo%no bezprostfedné potom, co byl

povlak na tabuli nebo péas podkladu nanesen v prumyslové
vyrobni lince.

Patentovy dokument GB 2 069 130 popisuje zpisob
zjisténi optické tloustky povlaku smérovanim
polychromatického své&tla nejdfive na mé&¥eny vzorek a
nasledné postupnd na referenéni vzorky majici povlaky
odstupfiovanych znamych tloustek, p¥idem? porovnavéni se
provadi az do okamZiku, kdy spektrum odraZeného sv&tla
méfeného vzorku odpovida spektru odraZeného svétla jednoho
z referencnich vzorkl. Tento zplisob je vhodny pro povlaky
majici tloustku 150 a% 3000 nanometrd a vyZzaduje piesnou
kalibraci referendniho povlaku. Tento zplsob neumoZfiuje
provadét kontrolu tloustky povlaku s geometrickou tloudtku
men8i neZ asi 75 nanometrd p¥i indexu lomu povlaku rovném
asi 2. Navic tento zplsob nezahrnuje plynulou kontrolu
tloudtky povlaku v p¥ipad&, Ze m&¥ené hodnoty tloustky leZi
mimo rozmezi kalibrace referenéniho povlaku, a neumoZfiuije
stistit rovnomé&rnost tloudtky povlaku. Kostrukce a poloha
zafizeni k provadéni tohoto zplisobu jsou takové, e

neumozfiuji sledovani povlaku bezprost¥edn& potom, co byl
povlak nanesen.

V patentovém dokumentu IT 2 009 990 se popisuje pouziti
dvou laserovych svételnych zdrojt, t.j. monochromatickych
zdrojd, zaméfenych na stejné misto povlakuy, JjehoZ tloustka
m& byt mé&fena, pfidem? CCD kamera detekuje svétlo jednak
odrazené a jednak rozptylené podkladem nesoucim povlak.
Nevyhoda pouZiti laserového svétla spodiva v komplikované
konstrukci odpovidajiciho =zaPizeni, ktera je podminéna
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detekci jak odraZeného, tak i rozptyleného sv&tla, pFidem
nevyhodné je rovnéZ to, Z%e detek&ni sondy musi byt umistény
na obou stranach podkladu.

V patentovém dokumentu JP 63 006 632 se popisuje zpusob
méfeni svétla prochazejiciho skrze povleCeny podklad,

pfidemZ tento zplsob nefe3i vyhodnoceni rovnom&rnosti
tloustky.

Cilem vynalezu takto je poskytnout zplsob monitorovani
tloudtky a rovnomérnosti tloudtky prihledného povlaku
naneseného na podklad, ktery by nem&l vySe uvedené
nedostatky fedeni podle dosavadniho stavu techniky.

Podstata vynalezu

Predm&tem vyndlezu je zptisob monitorovani tloustky a
rovnomérnosti tloudtky prihledného povlaku naneseného na
podklad ve form& vrstvy, jeho? podstata spoiva v tom, Ze
se na mnoZinu poloh na povlaku nasméruje mnohobarevné
svétlo a mé€¥i se intenzita sv&tla odra¥eného od povlaku,
pficemZ se v kaZdé poloze na povlaku mé&¥i intenzita
odraZzeného svétla alespofi na dvou diskrétnich vinovych
délkach a tato mé&¥eni se zpracovavaji na elektricky signai,
ktery se srovndva s jednou nebo n&kolika prahovymi
hodnotami a s elektrickymi signaly ziskanymi pro Jjiné
polohy k zisk&ni udajd o tom, zda tloustka povlaku je v
pfedem urdenych mezich.

Vyhodné jsou alespol dvé& diskrétni vlnové délky v
rozmezi od 400 do 750 nanomtrt, p¥icem jejich rozdil je
roven alespofi 50 nanometrim. Vyhodn& je prvni diskrétni
monitorovaci vlnova délka v rozsahu od 400 do 480 nanometrd
pro modrou barvu, zatimco druhd diskrétni monitorovaci
vlnovd délka je v rozsahu od 580 do 750 nanometrd pro
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Cervenou barvu. Méfeni se vyhodnd provadi za pouziti dvou
vlnovych délek. Vyhodn&ji se mé¥eni provadi za pouZiti
tfech vlnovych délek. Vyhodn& se uvedena t¥i mé&Feni
zpracuji k ziskani elektrického signalu uddvajiciho index
lomu povlaku. Vyhodn& je prvni diskrétni monitorovaci
vlnovad délka v rozsahu od 400 do 480 nanometri pro modrou
barvu, druh&d diskrétni monitorovaci vlnovad délka je v
rozsahu od 580 do 750 nanometrd pro &ervenou barvu a t¥eti
diskrétni monitorovaci vlnové délka je v rozsahu od 480 do
580 nanometrd pro =zelenou barvu. Vyhodn& se intenzita
odraZeného sv&tla mé&¥i prvky citlivymi na svétlo kaZdé
diskrétni monitorovaci vlnové délky. Vyhodn& se m&¥eni
intenzity odraZeného svétla provadi za pouZiti
integrovaného obvodu s vazbou nabojem CCD. V¥hodné je
integrovanym obvodem s vazbou n&bojem linedrni CCD barevna
kamera. Vyhodn& m& mnoZina poloh vz&jemné vzdalenosti
nejvyse rovné 50 milimetrdm, vyhodn&ji nejvyse rovnou 10
milimetrim a Jjedté vyhodn&ji nejvyde rovnou 5 milimetrtm.
Vfhodné se méfeni provadi pres celou &ifku podkladu.
Vyhodné se kontroluje intenzita mnohobarevného své&tla
smérovaného na povlak. Vyhodn& se m&feni zpracuji pro
vipolet rozdilu mezi intenzitou odra%eného sv&tla na dvou
uvedenych diskrétnich monitorovacich vlnovych délkach.

Predmé&tem vyndlezu je rovn&? zaf¥izeni pro monitorovani
tloustky a rovnomérnosti tloustky prihledného povlaku
neneseného na podklad, jehoZ podstata spodivd v tom, %e
zahrnuje zdroj svétla pro smérovani mnohobarevného svétla
na fadu poloh povlaku, 1linearni CCD barevnou kameru jako
prostfedek pro mé&feni intenzity svétla odra’eného od
povlaku v kaZdé poloze alespoil na dvou diskrétnich vlnovych
délkach a mikroprocesor jako prost¥edek pro zpracovani
vysledkl méfeni, na jejich¥ zakladé se generuje elektricky
signdl, ktery se srovnadvad s jednou nebo né&kolika pfedem
urc¢enymi prahovymi hodnotami a s takovymi elektrickymi
signaly generovanymi v jinych polohadch pro ziskani tdajld o
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tom, zda tloustka povlaku je v p¥edem uréenych mezich.
Vyhodné je zdrojem svétla podlouhly zdroj svétla majici
délku alespofi rovnou $ifce povlaku. Vyhodn& toto za¥izeni
dale obsahuje prostfedek pro kontrolovani intenzity
mnohobarevného sv&tla smérovaného na povlak obsahujici
alespofi jeden detektor svétla. |

Zpisob a zatizeni podle vyndlezu umoZiuji snadné
zjiZténi tloustky a rovnomérnosti tloudtky povlaku a
zjisténi, zda se tyto parametry nachazeji v pfedem urdenych
mezich. Vynalez rovn&Z umoifiuje ziskat uvedena zjisténi
rychlym a jednoduchym zplscbem a hlavné bezprost¥ednd
potom, co byl povlak na podkladu vytvofen.

Vyraz "diskrétni" vlnové délky uvadi vlnové délky, mezi
kterymi Jje rozdil alespofi 50 nanometri. Ob& diskrétni
vlnové délky leZi ptednostné ve viditelném spektru, to
znamena v rozsahu
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0d 380 nm do 780 nm. Nejvyhodn¥j3{ diskrétni vlnové délky leZdl

v rozsshu od 400 do 480 nm (modré) a v rozeahu od 580 do 750 nm
(%ervend). Tato skuteZnost vypl§véd z objevu, Ze pro mnohé komeré-
n{ povleky rozdfl m¥feni provddénych na t&chto dvou diekrétnich
vinovych délkéch se s tloudtkou povliaku vyznamnd mZni.

Odrazivost svitla od povle&eného podkladu zévisi, jak Znamo,
mezi jinymi na vinové délce odraZeného svitla, na tloustce povla-
¥u 2 na indexu lomu podkladu, povliaku a vzduchu, Odvozeni vBech
pot¥ebnych parametrd umoiﬁujicich piimy vypolet tloudtky povlaku
piimo z mi¥en! odrazivosti na dvou diskrétnich vinovyech délkach
je slo¥ité, v praxi je vjhodn&j#{ ur¥it mezni hodnoty, nap¥i{klad
z mi%Feni odrazivosti vzorkd majfcich povlaky znémé tloustky.

Vystupy m&¥eni odraZeného svitla se pfednostng zavedou do
mikroprocesoru, kde se signély zpracujf, jak je ddle vysvétleno,
aby se vytvofil ddaj o tlou3tce povlaku, Na urfitfch vlnovych dél-
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kéch z&visljch na optické tlou3tce povlaku vznikd interference

vyplyvajici z charakteristiky odra¥eného spektra pro tuto optic-
kou tlouZtku. Pro deny povlak dané tlou¥tky existuje obvykle ve
viditelném spektru dominantn{ vlnové délka, na které nastévéd kon-
struktivni interference a prév¥ tato dominantni vlnovéd délka ur-
guje vizudln{ vzhled povleleného podkladu. |

P¥inladovatelé zjistili, Ze pro malé tloudtky a diskréini
vlnové délky blfzké k dominantni vlnové délce je rozdfl odrazi-
vost{ na dvou vlnovych délkéch p¥{mo umdrny optické tloudtce po-
vlaku, a tedy kdy? je index lomu povlaku stdly, Jje p¥{mo umérny
geometrické tlou3tce povlaku,

Nicmén& pPesny vztah mezi odrazivostmi na riznych vlnovych
dé1kdch je sloZity. Spf¥e ne¥ m¥feni tloudtky v absolutnich vyra-
zech tudf¥ predlofeny vyndlez obsahuje zji¥tini mezf pro kaZdy
druh povlaku, Tyto meze jsou zjistény pokusem.

Jestli¥e mifen{ na dvou diskrétnich vlnovych délkdch neni
dostatedné pro opatfeni piesného uddaje o tlouStece povlaku, na-
pi{klad kdy% diskrétnf vlinové délky nele%{ t&sn& u dominantni
vinové délky, mélas by byt mEfeni provedena alespoﬁ na tiech vino-
vjch délkéch a tPet! diskrétni vlnové délka by pPednostnd m&la byt
v rozsshu 0d 480 do 580 nm (zelend). Ze t¥{ provedenych mé&feni
miZe potom byt vybrén nejvhodndjii par mdfenf pro vyvinuti udaje
o tlou¥tce povlaku, Primér t¥{ m&Feni d4vé mnohem presn¥jéi in-
formaci o odrazivosti sv&tla, kterd mdZe byt pouZita v ndkterych

vyhodnych provedenfch jako udaj o indexu lomu,
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JestliZ%e zmZna odrazivosti v zévislosti na tlou¥tce je t&sné
u maxima, m&n{ se odrazivost s tlou¥tkou povlaku velmi mdlo, tak-
¥e odrazivost potom vice zdvis{ na indexu lomu, jak predpovidajf
Fresnelovy rovnice. Pomoef pFesné kelibrace je potom moZné snad-
no uréit index lomu povlaku.

Rovnom&rnost tloustky povlsku na podkladu se stenovi srovnénim
elektrického signélu vyvijeného v jednom mist¥ poviaku a takovjch
signélt vyvijenych na jinjeh mfstech, Vzédjemnd poloha t&chto mist
urduje spolehlivost udajt o rovnomérnosti, které jsou takto vyvi-
jeny. V zévislosti na poZadované jakosti povlefeného podkladu a
ne jeho urdeném kone¥ném pou¥it{ p¥ihlaZovatelé doporuduji zjis-
tit tlouXtku povlaku na nmoha mistech kterd jsou od sebe vzdélena
ne jvyse 200 mm, prednostnd nejvyfe 100 mm, jeko na mistech vzdé~
lenych od sebe nejvyZe 50 mm, idedlnd nejvyZe 10 mm a nejidedln&ji
ne jvyse 5 mm,

Thadny pfis tro
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v pracovel tak; Ze

se m¥F{ intenzita odra%eného sv&tla rdznymi prvky citlivyml na
sv&tlo pro ka%dou diskrétni vlinovou délku, Prvky citlivé na svét-
1o mohou byt diedy citlivé na svdtlo, nap¥ikled uspoiddané v fa-
4% foto-diod. Prednostnd se pouije pfistroj vézany nébojem (CCD),
z2v145tE linedrnf barevnéd CCD kamera., Alternativn& mohou byt pou-
¥ity alespon dvé jednobarevné CCD linedrni kamery, kaZdd opat¥ena
odpovidajicim filtrem. PouZit{ barevné kamery, kterd je citliva
na t¥i vlinové délky mé nicmén# vyhodu, Ze tfi signdly jsou mno-
hem snadn&ji srovnatelné, protoZe jsou ziskdny za stejnyech pod-
minek stejnym za¥fzenim, Ddle, jestliZe je takovd kemera citlivé
na "primérni" barvy modrou, zelenou a &ervenou, jsou vystupni
signdly z kamery schopné v&rn&ji reprodukovat to, jak se bude
povlie&eny podklad jevit lidskému oku. Kesmera miZe byt opatiena
infragervenym filtrem k zamezeni pFeh¥ati p¥i vystaveni prostie-
d1 se zvyZenou teplotou a v zivislosti na povaze zdroje svétla
girokopdsmovym filtrem pro opravu vyvdZeni bilého svétla.

Podklad je obvykle ve formé tuhé prihledné tabule, Index
lomu podkladu miZ%e bjt men3f nebo vit¥fi ne% index lomu povlaku.
Podklad je obvykle sklovity materidl jeko sklo, majiei index lo-
mu typicky 1,52, jako sodné sklo, zpisob podle predloZeného vy-
ndlezu je viak stejnd pouZitelny pro zjistdni tloudtky povlaku
na jiném materidlu podkladu, jako je plastovy materiédl.

Povlak miZe byt nanesen na podklad mnoha riznymi zptsoby,
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jako je katodické rozpradovéni pod vakuem, provddiné p¥i teplo-
téch mistnosti, pyrolyza provadEnéd pfi zvyZenych teplotéch a
chemické napafovédni. Pro rdzné udely jsou v oboru pouZivdny riz-
né povlékaci materidly. Poviékaci materidly jsou obvykle zvoleny
mezi kovy, oxidy kovd, nitridy kovi a jejich smésmi. P¥{klady po-
vlékacich materiflu jsou kovy jako st¥{ibro a kiemfk, oxidy Jjako
oxid hlinity s indexem lomu asi 1,7, oxid cinaty s indexem lomu
asi 1,9 kdy? je nanéZen pyrolyzou, oxid zirkoniéity s indexem lo-
mu asi 2,0 kdy? je nandZen chamickym napaFovénim a oxid kifemility
s indexem lomu asi 1,4 kdy% je nendSen chemickym napeifovénim a
nitridy jako nitrid titeni&ity, nitrid k¥emi¥ity a nitrid hlini-
ty. Svételny pienos md byt nedifuzni{ a je prednostné& alespon 10%,
ne jvyhodn®ji slespon 20%. ;
Zdroj mnohobarevného svitla md byt jednodude zdroj dvou
nebo vice vlnovych délek, pro které maj{ byt provedena méfent,

je v¥sk vyhodnXji3{ pou¥ft zdroj bilého svitla, Pfednostn? se mé-
ten{ provdd&ji pfes v podstatd celou ¥{¥ku podkladu. Idedlni Je
podlouhly zdroj sv&tla, ktery md délku rovnou aleSpoﬁ Bifce poQ
vlaku,

Sestava miZfe byt umisténa nad pohyblivym povlefenym pédsem
skla a obsshuje sm&rovéni svétla ve form# 3térbiny z podlouhlého
zdroje sv8tla umfsténého nap¥{i& ¥{¥ky povlieleného pdsu skla,
Zaroj svétla mbZe obsshovat fluorescendni trubice, Prednostng je
osvétlen! ze zdroje svétle, to znamend intenzita mnohobarevného
svétla sm&rovaného na povlak, ¥{zena a prost¥edek pro provédéni
takového ¥fzenf miZe obsahovat alespon jeden detektor svitla.
Pomoci detektord svitla miZe byt zdroj sv&tla kalibrovén méfe-
nin osv&tlen! ve mno¥stvi bodd rozd&lenych p¥es 3{fku podkladu,
napfiklad ve dvandcti bodech rozmfist&nych pies &i¥fku pdsu skla,
ktery mé typicky 3ifku 3,2 m. Nam¥¥Fené urovn& osvétleni se ulo-
#1. B&hem nandZen{ povlaku se m&F{ osvitleni ve zvolenych bodech.
Nastane-1i zm#na oproti uloZenym hodnotém, mdZe byt ihned prove-
dena oprava umérné zm2n& automaticky pro jeji kompenzaci.

Misto fluorescen¥nich trubic md¥e byt pouZit alternativni
zdroj svétla mén¥ citlivy na teplotu, jako jsou sv&telné pro-
Jektory., nap¥*{fklad bodové 1ampy.

Nap¥{klad se zdrojem svitla sestdvajicim ze t¥{ sv&telnych
projektord by pro toto fizeni m&ly stadit t¥i detektory svétla.

Fro vytvofenf rovnom¥rn&j3iho osvitleni méZe byt mezi zdroj
sv3tla a povlzak vlo¥en filtr z matovaného skla.




Pfi pfimém povlékadni na dopravniku by mé&feni intenzity
odraZeného svétla mélo byt provadéno bezprostfedn& po
povledeni podkladu v misté nasledujicim bezprost¥ednd za
koncem povlékaciho stupn&. Kalibrace kamery miZe byt
provedena meéfenim odrazu od nepovled&enmého podkladu a
nastavenim udaje tloustky povlaku na hodnotu nula. PF#i
odpovidajici kalibraci a p#¥i pfedem ur&enych prahovych
hodnotach vynalez umocZfiuje snadné zjidté&ni tlouldtky a
rovnomérnosti tlousdtky povlaku a to v prGb&hu vyroby
povleCeného podkladu. Zplsob podle vynadlezu miZe poskytovat
informace v readlném dase a to bezprostfedn& po naneseni
povlaku. V p¥ipad€, Ze uvedené parametry povlaku prekrodi
pfedem urcené meze, mife byt spudtd&n poplach nebo/a
aktivovan mechanismus zpé&tné vazby nastavujici podminky, za
jakych probihd povlékani podkladu, tak aby se uvedené
parametry vratily do pfedem urdenych mezich. Prahové
hodnoty mohou byt vhodné ziskdny m&fenim intenzity svétla
odrazeného od vzorkd majicich zn&mé tloustky odpovidajici
pozadovanym krajnim mezim.

Pf1i nanaseni prdhledného povliaku na podklad ve formé
listu miZe byt napfiklad postupovano tak, %e se provedou
nasledujici kroky:

a) naneseni materidlu povlaku na podklad,

b) zjidténi tloustky a rovnom&rnosti tloudtky povlaku
smérovanim mnohobarevného svétla na mnoZinu mist povlaku,
méfeni intenzity svétla odraZeného od povliaku v kaZdém z
uvedené mnoZiny mist alespoifi na dvou diskrétnich vlnovych
délkdch a zpracovani méf¥eni pro generovani elektrického
signalu, ktery se srovnava s jednou nebo né&kolika prahovymi
hodnotami a s takovymi elektrickymi signdly generovanymi
pro jind mista povlaku k ziskani tdajd o tom, zda tloudtka
povlaku leZi v pfedem urdenych mezich, a

c) pripadné nastaveni podminek povlékaciho procesu v
odezvu na uvedeny elektricky signal.
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Vzhledem k notorické obtiZnosti mé&feni tloustky velmi
tenkych povlakd je pfekvapujici, Ze je v ramci vynalezu
moZné zji¥tovat tlouitku povlaku ji% béhem vyrobniho
procesu a to bez pferuSeni vyroby, prostou analyzou dvou
elektrickych signald generovanych pro rdzné vlnové délky a
to navic v horkém prost¥edi, kterym je misto bezprost¥ednd&
nasledujici za povlékacim stupnén.

JestliZe se podklad opatfuje dvéma nebo vice tenkymi
postupné ukladanymi povlaky, potom ije mo%né realizovat
monitorovani podle vynadlezu bezprost¥edn& po kaZdém
povlékacim stupni nebo/a po naneseni v3ech povlaki.




-

Rovn®% je mo¥né provést vzorkovéani povlefeného podkladu ve
pravidelnych intervelech bZhem jeho vyroby & tyto vzorky p¥ezkou-
Set zplsobem podle vyndlezu mimo vyrobni linku, nap¥ikled v labo-
rato¥l,

Vynélez je zvld3td uZite¥ny kdyZ se méfeni provéd&ji na po-
hyblivém podkladu, napff{kled kdy% podklad Jje sklo a m&Feni se
provddsjl na pohyblivém pésu skla nebo na pohyblivych sklen&nych
tabul{ch v ndkterém misté podél vyrobni linky pro plynulou vjyro-
bu povledengch sklenZngch tabull, nap¥iklad v zafizeni pro keto-
dické rozprafovdni pod vakuem nebo v Zihaci pecl na pésu skla
vyrobeném plavenfm., Tento zplsob je zvl4&t& vyhodny pro povlaky
vyrobené pyrolyzou, m&¥eni mohou byt provédéna kdyZ teplota
skla je asi 150 O¢, M&fent se prednostnd provadddj{ uvnit# pdsma
20 m od poproudového konce povlékactho stanovi¥té. Mé&leni mohou
byt napf{kled provédéna kdy¥ mé sklo teplotu od 500 °C do 600 °C.
Zdroj svétla & kemera jsou prednostnd unistény nad klenbou Z{ha-
¢f pece a Et&rbina v klenbd umoZnuje vystavit pss skla zdroji
svétla a kemeFe., Pro daldf ochranu zdroje svétla a kemery pied
teplem unikajfcim ze ¥fhaci pece vietn® tepla unikajiciho 3tér-
binou v jej{ klenb® mohou byt zdroj svétla a/nebo kamera uzavie-
ny v ochlazoveném prostoru napiiklad stetickym studenym vzdu-
chem, proudem vzduchu nebo vodou,

Nastavenf nasnéZeni povlékaciho materidlu na podklad odezvou
na elektricky signdl miZe byt provédd¥no mnoha zplsoby v zdvis-
losti na pouXitém poviékacim zpisobu, napfiklad zménou mnoZstvi
vypoust¥ného povlékactho materidlu v poviékecim stanovidti, zmé-
nou rychlosti pohybu rozprafovaci hlavice a/nebo zménou podminek
prostfedi, napf{kled teploty, v povliékacim stanovisti pro ovliiv-
néni{ procesu povliékéni Z4danym zplsobem,

Atkoliv jak je vy%e popséno, zplisob podle vynélezu miZe ob-
sahovaet pfidavny krok nastaveni parametrd poviékéni odezvou na
zminény elektricky signél, nenf to podstatné, Je rovndZ moZné
pou¥it tento elektricky signél pro t¥{id&ni povlelenych vzorkl
podkladu do ddvek rézné jekosti, urdenych napfiklad pro rdzné
kone¥né pouZitf. Ddle miZe byt elektricky signél pouZit pro ur-
geni druhu nédsledujicfho zpracovdni povlieleného podkladu,

Piehled obrdzkl na vykresech
Vynélez je zndzornZn na vykresech, kde obr.lA znézornu je
schematicky uspo¥dddni za¥izeni vhodného pro provddsni zpisobu
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podle vynélezu v pohledu z jedné strany, obr.1B je pohled ve smiru
mpr v obr.14, obr,1C znézornuje schematicky uspoféddni obvodd
vhodné pro pou¥itf se za¥f{zenim zndzornénym v obr.lA a 1B, obr.2
zndzornuje zévislost mezi dominantn{ odraZenou vlnovou délkou a
tloudtkou povlaku mezi 65 a 105 nm pro povleky z oxidu hlinitého

e riznymi indexy lomu a obr.3 znézorﬁuje zévislost mezi odrazi-
vosti a tloustkou povlaku mezi 65 a 105 nm pro povlaky z oxidu
hlinitého s riznymi indexy lomu.

Pf{kledy provedeni vynélezu

Podle obr.l4, 1B a 1C je v Zthacf peci nésledujici bezpro-
stfedn& nandZeni povleku na sklendny pés 10 umisténa svZtelnd
ski{n 12 probfhajfei napPfd pece. Svitelnd ski{n 12 je umist¥na
nep¥fkiad asi 50 cm nad klenbou 14, to znemend asi 1 m nad skle-
n¥nym pdsem 10. SklenZny péds 10 je nesen na dopravnich vdlefcich
13. Svazek svitelnyeh paprskd ze svételné sk¥in& 12 dopadé na
horni povledeny povrch 1l sklendného pésu 10 ve sméru blizkém ke
kolmému sméru a odrafeny svazek sv¥telnych paprskl dopadéd na CCD
linedrni barevnou kemeru 20 umfst¥nou centrdlné vzhledem k 3ifce
sklen¥ného pésu 10 a ve wy#ce od 3 do 4 m nad nim, Svételna sk¥{n

8 L, WlERY Y JE ,
12 obsm uorescenéni trubice }Lg'napé,jené nepétim o kmitodtu
20000 Hz. Dile¥ité je zajistit, aby svitivost zdroje svétla byla
pokud moZno nejrovnom&rn¥jii po délce sv&telné skiin& 12. Pro ten-
to el je vystup svétla ze svitelné skifn¥ 12 zekryt okénkem 18
z metovaného skla., Alternativn® mohou byt fluorescenéni trubice}uf
nahrazeny tiemi sv¥telnymi projektory pro osv&tlovén{ okénka 18
z watovaného skla,

Osvitlenf ze svételné sk¥{n& 12 miZe byt Fizeno ftrnacti de-
tektory 19 svétla umfstdnymi ve mnoZin& zvolenych bodl rozmisté-
nych pres #ffku podkladu, tedy sklenZného pasu 10. Svételns sk¥in
12 mni¥e byt kalibrovédna miZenim osv&tleni zplsobeného u kaZdého
detektoru 19 sv&tla, Nam&Fené urovné osvétleni se uloZi do paméti
mikroprocesoru 24. BZhem nangZeni povlaku se m&FL osvétlen{ ve
zvolenych bodech, JestliZe se vyskytuje odchylka od uloZenych hod-
not, vyvine se mikroprocesorem 24 samo&inné korekce um&rnd od- |
chylce a zavede se k elektrickym signédlim vytvarenych pixely CCD
kamery 20 sledujfci{ pdsmo p¥isludejici{ onomu detektoru 19 svéi-
la, ktery zjistil odchylku., Jsou-1i pou¥ity svételné projektory
misto fluorescentnich trubdc‘;gg mi%e byt korekce vyvinutd mikro-
procesorem 24 p¥ivedena p¥i{mo do svételné skiin& 12.
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SklenZny pds 10 se pohybtuje ve sméru Zipky A pod vratnou
rozprafovaci hlavici 22 povlékaciho stanovistZ. Ridici prost¥edek
28 nastavuje prito¥né mnoZstvi materislu rozprafovaci hlavief 22
a/nebo rychlost vratného pohybu rozprafovacf hlavice 22. Mé&feni
z kemery 20 se vedou do mikroprocesoru 24, kde se provad&jl nutné
vypodty, jak bude podrobndji vysvétleno s odkazem na obr,1C. Dis-
plej 26 ukazuje udaj o tlou¥tce povlaku nebo o jinych parametrech
vypo¥{tanfch pfisluin& naprogrsmovanym mikroprocesorem 24. Spojeni
mezi mikroprocesorem 24 a Ff{dici{m prost¥edkem 28 umoZnuje samo¥in-
né ¥{zen{ tloustky povlaku, |

Vhodné kamera je TL~2600 RGB Colour Line Scan Cemera spoled-
nosti PULNIX. Kemera 20 md objektiv o ohniskové délce 50 mm a in-
fraferveny filtr pro sniZeni nebezped{ tepelného poZkozeni, 81¥ka
svazku svitelnjch paprskd ze svitelné sk¥fn& 12 je vit3f neZ 3{¥-
ka sklenZného pdsu 10, eby bylo zajisténo, Ze kamera 20 bude pfi-

o snn e - N - e —] mleT A Hen LAm ol e
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10, pfidemZ se bere v uvahu prostorové usporédddni mezi sv&telnou
sk¥{nf 12 a sklendnym pdsem 10 a mezi sklen&nym pésem 10 a objek-
tivem kamery 20,

TL-2600 RGB Colour Line Scan kemera 20 je tvorena tiemi Fddky
z 804 sktivnich pixeld, co% pro ¥ifku sklen&ného pésu 10 rovnou
3,2 m d4v4 rozliZeni asi 4 mm dostatedné pro \lely piredloZeného
vyndlezu, KaZdy pixel je mikroskopicky svételny detektor o veli-
kosti 14 x 14/um. Pred xaZdym ze t¥{ F4dkd pixeld je umistZn op-
ticky pdsmovy filtr odpovidajici fervené, zelené a modré vlinové
délce, PPed objektivem kamery 20 je umistén infraderveny odfezé-
vaci filtr a dva optické pdsmové filtry, jejichZ k¥ivky odezvy
umo¥nujf nastavit vyvédZ¥eni drovné osvdtleni na d&ervené, zelené
g modré vlnové délce,

Prihlédne-1i se zejména k obr. 1C, doby integrace elektric-
kych ndbeojd, které se hromadi na kaZdém pixelu, jsou nastavitel~
né, Citlivost nasyceni pro ka%dy typ povlaku mi¥e tudi¥ byt na-
stavena, aby se politalo se skute¥nostf, Ze je vyznamny rozdil
v drovni svétla dopadajictfho na kameru 20 mezi vrstvou odréZejici
10% svétla a vrstvou odréZejici 50% svétla, Toto nastaveni urduje
drovén signdld, které vystupuif z kamery 20 na vedeni 30. Kemera
20 Jje napdjena synchroniza&nimi pulzy z generdtoru 29 hodinovych
slgndld po vedeni 31, které spinaji pPencs n4boje z kaZdého pixe-
lu na sousedni pixel, Doba integrace mus{ byt del#i neZ polet
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pixeld kamery 20 nésobeny dobou T odd&lujici dva synchronizafni
pulzy. V daném p¥#{padé, aby se vzaly v dvahu "Zerné" pixely, Jje
dobs integrace delsf{ neZ 2700 x T.

Elektrické signély vyvijené kamerou 20 predstavuj{ odrazi-
vost povleleného povrchu pro t¥i barvy, &ervenou, zelenou a mod-
rou, popFfipad® pro vlnové délky 580-700 rm, 51% nm a 420~-450 nm.
Tyto signdly, oznalené R, G a B, se vedou do mikroprocesoru 24,
kde jsou vyu¥ity pro odvozeni tloudtky a dle volby indexu lomu
povlaku,

Analogické elektrické signély R, G a B vystupujici ze t¥i
F4dkd pixeld a majici emplitudy tmérné mno¥stv{ svétla pohlce-
ného kaZdym pixelem, se multiplexuji pixelem, R, G a B signdly
pro prvni pixel ka¥dého ze t¥{ ¥4dk8, potom toté% pro druhy pi-
xel kaZdého ze t¥{ ¥4dkd atd. Tyto multiplexované signédly se po-
s{lajf do osmibitového analogolislicového pPevodniku 32, ktery je
také napdjen pPes vedeni 2J synchroniza¥nim pulzem 3z generétoru
29 hodinovych signdld., Synchronizadni pulz z generdtoru 29 hodi-
novych signdld se také vede do generdtoru 42 signdlu identifikace
barvy, Vystupn{ #fslicové signdly z ansalogo¥islicového p¥evodniku
22 se potom poflou po veden{ 34 soulasn& se t¥ibitovym signdlem
identifikace barvy z generédtoru 42 po vedeni 43 do mikroprocesoru
24 pro zpracovéni dat,

Mikroprocesor 24 provede zpracovéni signdlu a ur®{ parametry
systému, Vypo&ty se prov4d&ji pixel po pixelu pro kaZdou barwvu.
V¥sledné hodnoty umo¥nujf nakresleni grafi,

Mikroprocesor 24 vypod{itd st¥ednf hodnotu signdld R, G a B,
to znamend (R+G+B)/3 pro udaj odrazivosti povlaku, Mikroprocesor
24 také vypolitd rozdil mezi dvojicemi signdld pro oznalent
tloudtky povleku pfi stdlém indexu lomu, to je R-B, R-G nebo
G-3.

Pro mikroprocesor 24 je také moZné vyhladit kiivky R, G a B,
to znamend, je-1i to #dddno, vytvorit "vyhlazené" k¥ivky odrazu
na ka¥dé z vlnovych délek R, G a B vypo¥iténim stPedn{ hodnoty
z uréitého nastavitelného po¥tu pixell té%e barvy, napfiklad
ze 3 aZ 5 sousednich pixeld, To zmen¥{, je-li ¥&doucf, rozdily
nistnich hodnot signdld mezi jednim pixelem a jeho sousedem,
zplsobené nap¥iklad pohyby horkého vzduchu v za¥fzeni, které
méni podminky osv&tlenf vrstvy, nebo vlivem prachu spod.

Je-1i Z4déno, miZe byt procesor 24 naprogramovén tek, aby
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vyvijel povelovy§ signél reakdni smylky posilany po vedeni 36
do ¥1dicfho prostPedku 28 pro nastaveni parametrd procesu uklé-
ddn{ povlaku,

Také je moZné vypo¥ftat a privést opravné souinitele ke kaZ-
dému R, G a B signélu, aby odpovidel normalizovanym kolorimetric-
kym hodnotém (t#fbarevné soutadnice CIE nebo Hunterovy soufadnice
L, &, b). V tomto pf{pad® bude také nutné vzit v uvahu podklad,
jako &iré sklo, bronzové sklo, %edé skio atd. a jeho tloudtku,

V tomto p¥fpad& mifeni{ nebude relativni, nybrZ absolutni.

Pro zobrazeni zpracovenych dat ve grafické formé mohou byt
zpracované signdly z mikroprocesoru 24 vedeny vedenim 37 na obra-
zovku 262 nebo vedenim 39 na tiskérnu nebo plotter 26b.

Horni a spodni meze odpovidajici p¥ijatelnym vyrobnim odechyl-
xém se urdi provedenim m&fenf na kontrolnich vzorcich kontrolova-
ného laboratornfmi p¥istroji., Tyto meze mohou byt také zobrazeny
na obrazovee 26a a/nebo na ti%t&ném grafu z tiskérny nebo plotte-
ru 26b, nap¥iklad ve form& dvou vodorovnych tefkovanych pfimek.
To umo¥nuje, aby operdtor snadno poznal, zdeli tlou¥tka a p¥{-
pedn® index lomu, jsou-1i zavedena piislu¥né data, presshuje me-
ze odchylek a kterym oblastem ¥{F¥ky sklen¥ného podkladu tyto ple-
schy odpovidajl.

Kelibrace ze¥fzeni je provedena méfenim odrazivosti nepovle-
%eného sklen&ného pésu, co¥ umo¥nuje ozndmeni nulové tloudtky po-
vlaku, Nerovnom&rnosti osv&tleni pPes &f{¥ku sklen¥ného pésu 10,
chyby zpdsobené nedokonslosti optiky kamery 20 a rozdily citli-
vosti pixeld kemery 20 jsou vyvéZeny odkazy na sklo p¥ed nane-
senim povlaku, Tato kalibrace vede k pouZiti opravnych sou¥inite-
18 k hodnotdm signdld pro kaZdy pixel pro ziskéni t¥{ hladkych
kFivek odezvy. Tato kalibrace miZe byt provedena bezprostfedné
pred zaldtkem ukléddnf povlaku a m&la by byt provedena pfed kai-
dym spudténim ukléddni povlaku,

Kalibra¥ni soudinitelé se napiiklad urd{ tak, Ze vystupni
signdly ziskané e nepovlelenym sklem se po zes{leni vBechny umis-
t{ ve stfedu moZného rozsshu vystupu pro zvolenou kameru 20, to
je u 50 % maximdln{ amplitudy. Volba 50 % pro nepovlelené sklo se
nicménd miZe mnit v zdvislosti na typu povlaku, to je podle
Urovné odrazu svétla,

Pro ka%dy z pixeld ka%dé ze t¥{ barev je potom moZno ulo-
2it soudinitel pro pou%itf s hodnotou signédlu, kterou tento

pixel vyviji, takZe tato hodnota odpovidd zvolenym 50 %.
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Tento soudinitel se potom pouZije pro vZechny dal¥{ signély z to-
hoto pixelu.

Za tZelem minimalizace chyb vznikajfeich ndsledkem zvln&ni
sklendného pésu 10 na dopravafku (odrazy zdroje svétla 2z riznych
bodd, které nejsou nutn& rovnomirné) nebo turbdulence v horkém
vzduchu uvnit¥ ¥fhacfho za¥{zeni (kolisdni indexu lomu vzduchu
uvnit? zefizenf) se uvaZuje urdity nastavitelny po&et uplnygch
mnoZin hodnot R, G a B a vypoditaji se stfedn{ hodnoty odpovida-
jiled postupu skla,

Prednostng se urd{ stfedni hodnota asi z 90 &teni odpovida-
Jicich délce asi 6 m sklen¥ného pdsu 10. Tato hodnota se porovné
g pPedem urlenou horni a spodnf mezf, coZ umoéﬁuje operdtorovi
zjistit zdali jsou v nkterém bodé napf{® 3{¥ky sklen¥ného pésu
10 prekrodeny odchylky.

Vstup funk&nich parametrd (doba integrace, polet ziskl danych
geri{ det p¥ed vipoltem priméru, kelibraZnf souZinitelé atd) e
volba funkei a ¥4dané vystupy mohou byt provedeny pomoci kléves-
nice 41 sdru¥ené s mikroprocesorem 24.

Mikroprocesor 24 vysild %4dané povelové signdly kemery po
vedeni 44 do generdtoru 29 hodinovych signdll, odkud jsou vedenim
31 posilény do kamery 20.

Prikled 1

Roztok obsshujic{ sloueninu hlinfku se rozprasuje vratnou
rozpradovaci hlavief na postupujief{ pés horkého skla p¥i teploté
nad 550 °C. U¥el tohoto spodniho povleku je ten, Ze kdyZ se nend-
&1 vrchnf povlak 2 oxidu cini&itého, je optickd tloudtka spodniho
povlaku dostatednd k omezenf interferen#nich jevi odraZeného vi-
ditelného svétla vlivem hornfho povlaku, K dosaZeni tohoto udelu
Jsou meze tloudtky povleku z oxidu hlinitého velmi tizké. V zé-
vislosti na tlouZtce nésledn¥ nanesené vrstvy oxidu cfniitého
by povlak z oxidu hlinitého m&l mft tlou3tku od 75 do 100 nm
s odchylkou napf{klad ¥ 3 mm a s indexem lomu mezi 1,68 a
1,73+0,01.

Pro povlaky s touto tloustkou a indexem lomu je dominentni
odrazovd vlnovd délka v rozsshu od 480 nm do 575 nm, to znameng
v rozsshu od modré do ¥1uté, Jak tloudtka roste, odrafend barva
pfechdz{ z modré pii tloutce 75-80 nm do jemnZ Zluté p¥i tloudt-
ce 100 nm, To je zndzorndno v obr.2, kde dominantni odraZend
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vinové délkaAXD je vynesena v zdvislosti na tlou3tce t povlaku
pro povlaky majici index lomu od 1,60 do 1,72. PFrihlaSovatelé
objevili, Ze p¥i c{lové tlouZtce povlaku rozdil mezi signdlem
odrazivosti z Zerveného pixelu kamery (citlivého pievéZné& na
580 -~ 700 nm) a ze signélu odrazivosti z modrého pixelu kamery
(citlivého plevé¥nZ na 420 - 450 nm) uddvd tloudtku povlaku:

t = £f(R - B).

Index lomu povlaku zgvisi mirn& na sloZeni, teploté skla a
na teploté prostiedi. P¥i tloudtce povlaku 75-80 nm je zmé&na od-
razivosti s tloustkou t&snd u maxima a zm&ny tloudtky maji tudiZ
pouze maly vliv na zmény odrazivesti. Nicméné odrazivost se vy-
znemné méni s indexem lcmu n, povleku a je tedy moZné vytvorit
vztah mezi odrazivost{ a indexem lomu, Tento vztah je znézornén
v obr.3, kde je stiedni odrazivost R m&fend na tfech diskrét-

nich vinovych délkéch vynesena v zdvislosti na tloustce t pro po-
vloky majfef index lomn od 1,60 do 1,71. Tedy platd
n, = £{(R + ¢ + B)/3]

Souhrnné tedy plati, Ze stPedn{ hodnota signéll vyvijenych
na trech diskréinich vinovjch délkéch dédvd informeci, kterd je
pfimo Um2rnéd indexu lomu povlaku, zatimco rozdil mezi signdly
vyvijenymi na modré a &ervené vlnové délce ddvd informaci piimo
Um&rnou tloudtce povlaku,

Mikroprocesor miZe byt naprogramovén tek, aby zplsobil por-
plach kdy% elektricky signél vyvijeny z informece smérodatné
pro tlou&tku povlaku padne mimo pfedem‘uréené prehové hodnoty
a/nebo aby za t&chto podminek samo¥innd nastavil proces povlé-
kéni, nap¥ikled zm&nou vretné rychlosti rozpraovaci hlevice,
Podobn& mi%e byt mikroprocesor naprogramovén tak, eby zplsobil
poplach kdyZ elekiricky signél vyvijeny z informace smérodatné
pro index lomu povlaku pedne mimo pfedem ur&ené prahové hodnoty
a/nebo aby za téchto podminek samo¥inné nastavil povlékaci pro-
ces, napPiklad zménou teploty v povlékacim stanovidti,

Priklad 2
Ve pPfipad& absorpéniho protislunenfho povlaku vyrobeného
pyrolyzou z acetylacetondtu a obsshujiciho 62% Co0C, 26,6% Fezo3
a l2% Cr203 a majictho tloudtku mezi 40 a 50 nm je dominantni
odraZené barva Zlutd, ﬁﬁaj o optické tloultce poviaku se ziské
z rozd{lu mezl elektrickymi signdly vyvijenymi u modré a &erve-
né vlnové délky. Niemén& v tomto pFipad® bylo zjiZténo, Ze index
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lomu se siing& méni kdyZ je sloZeni povlékaciho materidlu fixo-
véno, takZe geometrickd tlouZtka se snadno kontroluje,

Pr{kled 3
Ve pfipad® mirnd absorbujictho protislunedniho povlaku vy-

robeného pyrolyzou a obsahujiciho oxid titanidity a majictho
tloustku 50 nm +3 nm je dominantnf odré¥end barva Zedomodrd.
Rozdfl mezi signély na &ervené & modré vlnové déley umoﬁﬁuje
zjistit optickeu tlou#tku tohoto povlaku.

Pi{klad 4
Ve pP{pad® spodnfho povleku obsshujiciho 810, nebo Si0, &
majictho tloudtku asi 90 nm je dominantnf{ odrazové barva Zedd.
Takovy povlak mdZe byt vyroben chemickym napafovénim nebo alter-
nativnd rozprafovédnim, zejména vysokofrekven¥nim rozpradovénim,
OdraZené barves je svitle modrd nebo svdtle ¥lutéd p¥i zmEndch
tloudtky povleaku, tyto zm¥ny viak nenf snadné zjistit pouhym

okem., V tomto pi{pad€ se doporuéuje porovnat signély vyvijené
na zelené a na modré vlnové délce pro zjistén{ vzhledu povlaku.

Priklad 5
Ve p¥{padé vrchnfho povlaku obsshujiefho SnO2 a majiciho

tloustku asi 300 rm pFikrytého a majfctho podkied z oxidu hli-
nitého v obou povlaefch, krycim i podklsdovém o tloutece 75 nm,
a vyrobeného podle pfikledu 1, neexistuje %¥4dnéd dominantni od-
raZend barva, Je-li povlek velmi tenky, ziskd se ri¥ovo-fialovi
odraZend barva. Je-1i povlek velmi tlusty, ziské se mdle zelens
odrazovéd barva, Rozd{l mezi signdly na zelené a &ervené vlnové
délece umoZnujt zjidtovan{ parametri tohoto povleku, Rozdily mezi
signély na zelené a na modré vlnové délce, nebo mezi signély na
Zervené a na modré vlnové délce umoEﬁuJi rozlideni mezi dvéma
zelenymi, popfipad® dvéma Zervenymi F4dy interference, napf{-
klad mezi tF¥etim a Etvrtym F4dem interference, jestliZe se
tloustks povlaku podstatné méni,

Priklad 6
Sklenény podklad m4 kovovou kfemfkovou vrstvu tloustky 25 mm
nanesenou chemickym napafovdnim, Normdlni berva je kovove Zedd,
Je-11 tlouZtka povleku pF11i% velkd, barva se zmdnf ve ¥lutou a
potom mé sklon zm&nit se v ¥ervenou. Svitelny odraz je Fédu 50%
a gvételny pfenos je asi 33%. Tlou¥tka povlaku md¥e byt zjiZténa
vipoltem rozdflu mezi signdly R a B.



Podklad povlefeny n&kolika vrstvemi, ve sloZeni sklo/TIN/SnO2
majici svdtelny pienos QL = 35% Je vyroben rozpralovdnim magnetro-
nem, Vyrobek je zkouZen odrazem ze strany skla pou¥itim za¥fzeni
podle vyndlezu, OdraZend barva je modréd. P¥i konstantni tloudtce
vretvy TiN umo!ﬁuji rozdily mezi signdly na modré a na zelené
vlnové délce ¥izeni tlouZtky a rovnomdrnosti tloustky horni vrst-
vy Sno2 pro zeji&tEni rovnom&rného vzhledu vyrobku p¥i pohledu
ze strany skla. Tlou¥tka povlaku z TiN miZe byt predbdin& F{zena
podle vynélezu kamerou umfstdnou v nandZecim zafizen{ po nanese-

ni vrstvy TiN a pfed nanesenim vrstvy Sn0,.

Pi{klad 8

Podklad povledeny nékolika vrstvemi, ve slofeni sklo/nereza-
viel ocel/TiN majfef své&telny p¥enos T; = 8% Je vyroben rozpraso-
vénim magnetronem. Vyrobek je zkouXen odrezem ze strany skls po-
uZitim za¥izenf podle vynilezu. Odra¥ené barva je kovovd stiibrné
a 2éFivé, PFL konstantnf tlouStce vrstvy z nerezeviel ocell umo%-
nu ji rozdfly mezi signély na modré a na ervené vinové délce Fize-
ni tlou¥tky a rovnomérnosti tloudtky horni vrstvy TiN pro zejigté-
ni rovnomérného vzhledu vyrobku p¥i pohledu ze strany skla, Tloudt-
ke povlaku 2z nerezaviel oceli mi¥e byt predbd#n& Yfzena zpisobem
podle vyndlezu kamerou umist&nou v nandZecim zaffzen{ po nanesent

vrstvy z nerezavicf oceli a pfed nanesenim vrstvy TiN,
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PATENTOVE NAROKY

1. Zpisob monitorovdni tloudtky a rovnomérnosti
tloustky priihledného povlaku naneseného na podklad ve formé
vrstvy, vyzpacujici se tim, Ze se na radu poloh na povlaku
nasméruje mnohobarevné svétlo a méfi se intenzita svétla
odrazeného od povlaku, pric¢emz se v kazdé poloze mé&fi
intenzita odraZeného svétla alespori na dvou diskrétnich
monitorovacich vlnovych délkich a tato méfeni se
zpracovavaji na elektricky signdl, ktery se srovnava

s jednou nebo nékolika prahovyml hodnotami a s elektrickymi
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tloustka povlaku je v pfedem urdéenych mezich.

2. Zpisob podle ndroku 1, vyznadujici se tim, Ze
alespofi dvé diskrétni vlnové délky jsou v rozsahu od 400 nm

do 750 nm a jejich rozdil je alespofi 50 nm.

3. Zptsob podle naroku 2, vyznaCujici se tim, 2e prvni
diskrétni monitorovaci vlnova délka je v rozsahu od 400 do
480 nm pro modrou barvu a druhd diskrétni monitorovaci
vlnova délka je v rozsahu od 580 do 750 nm pro dervenou

barvu.

4. Zplsob podle kteréhokoli z narokl 1 aZ 3,

R EtOICH  HOTTOROVACACH
vyznacujici se tim, Ze se méfeni provédltﬁé‘d%%ﬁ\V{Lovyc
délkach.

5. Zplsob podle kteréhokoli z narokt 1 aZz 3, \ - ’
P.ft'mcu MO TYOROVAL,
novych

vyznacdujici se tim, Ze se mé&feni provadi na tfe
délkach.




6. Zplhsob podle naroku 5, vyznadujici se tim, Ze tato
tfi méfeni se zpracuji pro vyvijeni elektrického signalu

udavajiciho index lomu povlaku.

7. Zplisob podle naroku 5 nebo 6, vyzmadujici se tim,
%e prvni diskrétni monitorovaci vlnova délka je v rozsahu od
400 do 480 nm pro modrou barvu, druhd diskrétni monitorovaci
vinovd délka je v rozsahu od 580 do 750 nm pro ¢ervenou
barvu a treti diskrétni monitorovaci vlnova délka je

v rozsahu od 480 do 580 nm pro zelenou barvu.

8. Zpusob podle kteréhokoli z narokt 1 az 7,
vyznadujici se tim, Ze intenzita odrazeného svétla se méri

riznymi prvky citlivymi na svétlo pro kazdou diskrétni

monitorovaci vlnovou délku.

9. Zphsob podle kteréhokoli z narokti 1 az 8,
vyznacujici se tim, Ze méfeni intenzity odraZeného svétla se
provadi za pouziti integrovaného obvodu s vazbou nabojem
CCD.

10. Zpisob podle naroku 9, vyznadujici se tim, Ze

integrovany obvod s vazbou nidbojem je linedrni CCD barevné

kamera (?_O) .

11. Zplsob podle kteréhokoli z naroka 1 az 10,
vyznaéujici se tim, Ze rada poloh md vzajemné vzdédlenosti

nejvyse 50 mm.

12. Zpisob podle naroku 11, vyznaéujici se tim, Ze

fada poloh md vzadjemné vzddlenosti nejvyse 10 mm.
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13. Zpusob podle naroku 12, vyznadujici se tim, Ze #ada
poloh md vzajemné vzdalenosti nejvyse rovné 5 mm.

14. Zpisob podle kteréhokoli z naroki 1 aZz 13, vyznadujici
se tim, Ze se mé&feni provadi pfes celou $ifku podkladu.

15. Zplsob podle kteréhokoli z narokd 1 a% 14, vyznacujici

se tim, Ze se kontroluje intenzita mnohobarevného svétla
smérovaného na povlak.

16. Zplsob podle kteréhokoli z narokd 1 a3 15, vyznacdujici
se tim, Ze se méfeni zpracuji pro vypoet rozdilu mezi
intenzitou odraZeného sv&tla na dvou uvedenych diskrétnich
monitorovacich vlnovych délkach.

17. Za¥izeni pro monitorovani tloustky a rovnomé&rnosti
tloustky prihledného povlaku naneseného‘“ na podklad,
vyznadujici se tim, Ze zahrnuje zdroj svétlavpro smérovani
mnohobarevného sv&tla na radu poloh povliaku, linedrni ccD
barevnou kamePu (20) jako prostfedek pro mé¥eni intenzity
svétla odraZeného od povlaku v ka3dé poleze alespoifl na dvou
diskrétnich vlnovych délkach a mikroprocesor (24) jako
prostfedek pro zpracovani vysledki mé&¥eni, na jejichz
zakladé se generuje elektricky signdl, ktery se srovnava s
jednou nebo n&kolika pfedem urcenymi prahovymi hodnotami a
s takovymi elektrickymi signaly generovanymi v Jingch
polohach pro ziskani tdajd o tom, zda tlouldtka povlaku je v
pfedem urdenych mezich.

18. Zatizeni podle naroku 17, vyznadujici se tim, Ze zdroj
svétlavje podlouhly zdroj svétla majici délku alespos




rovnou $ifce povlaku.

19. Zaiizeni podle naroku 17 nebo 18, vyznacujici se
tim, Ze dale obsahuje prostfedek pro kontrolovani intenzity
mnohobarevného svétla smérovaného na povlak obsahujici

alespon jeden detektor (19) svétla.

Zastupuje :

Dr. Milos$ Vsetecka
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